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ESTI STANDARDI EESSONA NATIONAL FOREWORD

Rgﬁ v Eesti standard EVS-EN 60512- | This Estonian standard EVS-EN 60512-1-
1-372092 sisaldab Euroopa standardi EN | 3:2002 consists of the English text of the
605 -3:1997 ingliskeelset teksti. European standard EN 60512-1-3:1997.
Kéesol ument on jéustatud This document is endorsed on 18.12.2002
18.12.20 elle kohta on avaldatud with the notification being published in the
teade Eesti §tandardiorganisatsiooni official publication of the Estonian national
ametlikus valj es. standardisation organisation.
Standard on katt av Eesti The standard is available from Estonian
standardiorganisat |p@st. standardisation organisation.
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Standardite reprodutseerimis- ja levitamis6igus kuulub Eesti Standardikeskusele

Andmete paljundamine, taastekitamine, kopeerimine, salvestamine elektroonilisse slisteemi vdi edastamine Ukskoikmilli vormis voi
millisel teel on keelatud ilma Eesti Standardikeskuse poolt antud kirjaliku loata.

Kui Teil on kisimusi standardite autorikaitse kohta, palun votke Ghendust Eesti Standardikeskusega: ‘
Aru 10 Tallinn 10317 Eesti; www.evs.ee; Telefon: 605 5050; E-post: info@evs.ee 0

Right to reproduce and distribute Estonian Standards belongs to the Estonian Centre for Standardisation

No part of this publication may be reproduced or utilized in any form or by any means, electronic or mechanical, including
photocopying, without permission in writing from Estonian Centre for Standardisation.

If you have any questions about standards copyright, please contact Estonian Centre for Standardisation:
Aru str 10 Tallinn 10317 Estonia; www.evs.ee; Phone: +372 605 5050; E-mail: info@evs.ee
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This European Standard was approved by CENELE? on 1997-10-01. CENELEC members are bound to
comply with the CEN/CENELEC Internal Regulations ich stipulate the conditions for giving this
European Standard the status of a national standar any alteration.

Up-to-date lists and bibliographical references concerning ational standards may be obtained on
application to the Central Secretariat or to any CENELEC nfe r.

This European Standard exists in three official versions (English, , German). A version in any other
language made by translation under the responsibility of a CENEL mber into its own language and
notified to the Central Secretariat has the same status as the offici rsions.

France, Germany, Greece, Iceland, Ireland, Italy, Luxembourg, Netherla Norway, Portugal, Spain,
Sweden, Switzerland and United Kingdom. O
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European Committee for Electrotechnical Standardization
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Europédisches Komitee flr Elektrotechnische Normung

CENELEC members are the national electrotechnical committees of A *@elgium, Denmark, Finland,

Central Secretariat: rue de Stassart 35, B - 1050 Brussels

© 1997 CENELEC - All rights of exploitation in any form and by any means reserved worldwide for CENELEC members.
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Foreword

Th% of document 48B/591/FDIS, future edition 1 of IEC 60512-1-3, prepared by SC 48B,
Cofinegfors, of IEC TC 48, Electromechanical components and mechanical structures for
electr equipment, was submitted to the IEC-CENELEC parallel vote and was approved by
CENEL%'QS EN 60512-1-3 on 1997-10-01.

The followi tes were fixed:

- latest dat which the EN has to be implemented
at national by publication of an identical
national sta or by endorsement (dop) 1998-07-01

ch the national standards conflicting
e withdrawn {dow) 1998-07-01

- latest date by
with the EN have

Annexes designated "n%ve“ are part of the body of the standard.
In this standard, annex Z; frmative.
Annex ZA has been added QNELEC.

()

@dorsement notice

The text of the International Standar 60512-1-3:1997 was approved by CENELEC as a
European Standard without any modification.
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Annex ZA (normative)

)\ Normative references to international publications
6 with their corresponding European publications
*

This Eﬁt{xpan Standard incorporates by dated or undated reference, provisions from other
publica s. These normative references are cited at the appropriate places in the text and
the public are listed hereafter. For dated references, subsequent amendments to or
revisions of & f these publications apply to this European Standard only when incorporated
in it by amen%t or revision. For undated references the latest edition of the publication
referred to app &cluding amendments).

NOTE: When an in jonal publication has been modified by common maodifications, indicated by {mod),
the relevant EN/HD ligs.

Publication Year EN/HD Year

IEC 60050(581) 1978 Inte&oqal Electrotechnical - -
Vocab (IEV)
Chapte 1: Electromechanical
cor’nponent&r electronic equipment
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Numéro &S?érence

Reference number
CEI/IEC 60512-1-3: 1997




Numéros des publications

Les ptblications de la CEl sont numérotées a partir de
600 es le ler janvier 1997.

Pu

béi s consolidées

Les versg?consolidées de certaines publications de
la CEI incOrporant amendements sont disponibles. Par
exemple, le éros d'édition 1.0, 1.1 et 1.2
indiquent re ement la publication de base, la
publication de bncorporant I'amendement 1, et la
publication de corporant les amendements 1
et 2.

Validité de la prés ublication

Le contenu technique des ications de la CEIl est
constamment revu par la C in qu'il reflete I'état

actuel de la technique.
relatifs | date de

Des renseignements a
reconfirmation de la publication s ispgnibles dans
le Catalogue de la CEl. /
Les renseignements relatifs a ces révis a l'établis-
sement des éditions révisées et aux“=amendements

peuvent étre obtenus auprés des Comités aux de
la CEI et dans les documents ci-dessous:
¢ Bulletin de la CEI

¢ Annuaire de la CEI
Acces en ligne*

e Catalogue des publications de la CEI ®

Publié annuellement et mis a jour régulierement
(Acces en ligne)*

Terminologie, symboles graphiques
et littéraux

En ce qui concerne la terminologie générale, le lecteur
se reportera a la CEl 60050: Vocabulaire Electro-
technique International (VEI).

Pour les symboles graphiques, les symboles littéraux
et les signes d'usage général approuvés par la CEl, le
lecteur consultera la CEl 60027: Symboles littéraux a
utiliser en électrotechnique, la CEl 60417: Symboles
graphiques utilisables sur le matériel. Index, relevé et
compilation des feuilles individuelles, et la CEl 60617:
Symboles graphiques pour schémas.

Publications de la CEI établies par
le méme comité d'études

L'attention du lecteur est attirée sur les listes figurant
a la fin de cette publication, qui énumeérent les
publications de la CEI préparées par le comité

d'études qui a établi la présente publication.

* Voir adresse «site web» sur la page de titre.

Numbering

As from the 1st January 1997 all IEC publications are
issued with a designation in the 60000 series.

Consolidated publications

Consolidated versions of some IEC publications
including amendments are available. For example,
edition numbers 1.0, 1.1 and 1.2 refer, respectively, to
the base publication, the base publication
incorporating amendment 1 and the base publication
incorporating amendments 1 and 2.

Validity of this publication

The technical content of IEC publications is kept under
constant review by the IEC, thus ensuring that the
content reflects current technology.

Information relating to the date of the reconfirmation of
the publication is available in the IEC catalogue.

Information on the revision work, the issue of revised
editions and amendments may be obtained from
IEC National Committees and from the following
IEC sources:

« |EC Bulletin

¢ |EC Yearbook
On-line access*

¢ Catalogue of IEC publications
. Published yearly with regular updates
(On-line access)*

T%i;ology, graphical and letter
sy Is

bols, and letter symbols and signs
C for general use, readers are
ns IEC 60027: Letter symbols to
chnology, |EC 60417: Graphical
symbols for use o&uipmem‘. Index, survey and

For graphicdl s
approved by
referred to pub

be used in electric,

compilation of the lep sheets and |IEC 60617:
Graphical symbols for'di ms.

IEC publications prepa@y the same

technical committee

The attention of readers is dravé e end pages of
this publication which list the IEC ications issued
by the technical committee whi as pregpared the
present publication.

* See web site address on title page. L
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[l IEC 1997 Droits de reproduction réservés [0 Cop @ all rights reserved

o
Part 1: O@/‘

Aucune partie de cette publication ne peut étre reproduite ni No part of this publicatigfimay be reproduced or utilized in
utilisée sous quelque forme que ce soit et par aucun any form or by a ns, electronic or mechanical,

procédé, électronique ou mécanique, y compris la photo- including photocopyin crofilm, without permission in
copie et les microfilms, sans I'accord écrit de I'éditeur. writing from the publisher

International Electrotechnical Commission 3, rue de Varemhg#Geneva, Switzerland
Telefax: +41 22 919 0300 e-mail: inmail@iec.ch IEC web'site®htip: //www.iec.ch
=

Commission Electrotechnique Internationale CODE P%ép D
PRICE C

International Electrotechnical Commission

MemanaponHaﬂ SneKTpOTeXHMLIeCHaﬂ Homuccua . 3 .
Pour prix, voir catalogue en vigueur

‘ For price, see current catalogue
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COMMISSION ELECTROTECHNIQUE INTERNATIONALE

‘ 5/' COMPOSANTS ELECTROMECANIQUES POUR
ﬁ,g ) EQUIPEMENTS ELECTRONIQUES -
CEDURES D'ESSAI DE BASE ET METHODES DE MESURE -

1

2)

3)

4)

5)

6)

o Partie 1: Examen général —
Cﬁection 3: Essai 1¢ — Engagement de contact

2%

La CEl (Commission Electrot ue Internationale) est une organisation mondiale de normalisation composée

de I'ensemble des comités éle6trotechmiques nationaux (Comités nationaux de la CEIl). La CEIl a pour objet de

favoriser la coopération internat@ pour toutes les questions de normalisation dans les domaines de
i

AVANT-PROPOS

I'électricité et de I'électronique. A ffet, la CEl, entre autres activités, publie des Normes Internationales.
Leur élaboration est confiée a des tés d'études, aux travaux desquels tout Comité national intéressé par le
sujet traité peut participer. Les organi s internationales, gouvernementales et non gouvernementales, en
liaison avec la CEIl, participent égalw aux travaux. La CEIl collabore étroitement avec I'Organisation
Internationale de Normalisation (ISO), sefon di conditions fixées par accord entre les deux organisations.

U

Les décisions ou accords officiels de la CE ﬁ ernant les questions techniques, représentent, dans la mesure
du possible un accord international sur les ﬁ\étudiés, étant donné que les Comités nationaux intéressés
sont représentés dans chaque comité d’études.

Les documents produits se présentent sous la de recommandations internationales. lls sont publiés
comme normes, rapports techniques ou guides et agfeés cemme tels par les Comités nationaux.

Dans le but d'encourager l'unification internationale, I( ités nationaux de la CEIl s'engagent a appliquer de
facon transparente, dans toute la mesure possible, Ie® es internationales de la CEl dans leurs normes
nationales et régionales. Toute divergence entre la nor e la CEl et la norme nationale ou régionale
correspondante doit étre indiquée en termes clairs dans ce iere.

La CEI n’a fixé aucune procédure concernant le marquage comme,indication d’approbation et sa responsabilité
n'est pas engagée quand un matériel est déclaré conforme a I’ @ ses normes.

L’attention est attirée sur le fait que certains des éléments d nte Norme internationale peuvent faire
I'objet de droits de propriété intellectuelle ou de droits analo La CEl ne saurait étre tenue pour
responsable de ne pas avoir identifié de tels droits de propriété et de @s avoir signalé leur existence.

La Norme internationale CEl 60512-1-3 a été établie par le so@omité 48B: Connecteurs, du
comité d’études 48 de la CEIl: Composants électromécaniques uctures mécaniques pour

équipements électroniques. Q

Le texte anglais de cette norme est issu des documents 488/591/FDI(®88/636/RVD.

La version francaise de cette norme n’a pas été soumise au vote. : ;

L'annexe A est donnée a titre d'information uniquement.

0
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INTERNATIONAL ELECTROTECHNICAL COMMISSION

. FOR ELECTRONIC EQUIPMENT —

)S ELECTROMECHANICAL COMPONENTS

)

2)

3)

4)

5)

6)

Connectors, of IEC technical committee 48: Electromecha

{?QSIC TESTING PROCEDURES AND MEASURING METHODS -
O/ Part 1: General examination —
OSection 3: Test 1c — Electrical engagement length

The IEC (International technical Commission) is a worldwide organization for standardization comprising
all national electrotechn cEmmittees (IEC National Committees). The object of the IEC is to promote

FOREWORD

international co-operation o uestions concerning standardization in the electrical and electronic fields. To
this end and in addition to epgactivities, the IEC publishes International Standards. Their preparation is
entrusted to technical commi@i any IEC National Committee interested in the subject dealt with may
participate in this preparatory Wc{?lnternational, governmental and non-governmental organizations liaising
with the IEC also participate in thi aration. The IEC collaborates closely with the International Organization
for Standardization (ISO) in ac nce with conditions determined by agreement between the two
organizations.

The formal decisions or agreements e |IEC on technical matters express, as nearly as possible, an
international consensus of opinion on thé€ releyant subjects since each technical committee has representation
from all interested National Committees.

The documents produced have the form of re Wndations for international use and are published in the form
of standards, technical reports or guides and the@accepted by the National Committees in that sense.

In order to promote international unification, IE ional Committees undertake to apply IEC International
Standards transparently to the maximum extent ible in their national and regional standards. Any
divergence between the IEC Standard and the corr ding national or regional standard shall be clearly
indicated in the latter. &

The IEC provides no marking procedure to indicate its a al and cannot be rendered responsible for any
equipment declared to be in conformity with one of its stan

Attention is drawn to the possibility that some of the elements of this International Standard may be the subject
of patent rights. The IEC shall not be held responsible for identif ny or all such patent rights.

components and mechanical

International Standard IEC 60512-1-3 has been pre % by IEC subcommittee 48B:

structures for electronic equipment.

The text of this standard is based on the following documents: *

FDIS Report on voting

48B/591/FDIS 48B/636/RVD O

Full information on the voting for the approval of this standard can be founé the report on
voting indicated in the above table.

0
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COMPOSANTS ELECTROMECANIQUES POUR
EQUIPEMENTS ELECTRONIQUES —
)PROCEDURES D’ESSAI DE BASE ET METHODES DE MESURE —

6 " Partie 1: Examen général —
{p Section 3: Essai 1¢ — Engagement de contact

1 Domaine d'appli€ation et objet

La présente sectio@la CEl 60512-1 est utilisée, lorsque la spécification particuliére le
prescrit, pour essayer omposants électromécaniques du domaine d’application du comité
d'études 48 de la CE& t essai peut aussi étre effectué sur des dispositifs similaires
lorsqu’une spécification pa@liére le prescrit.

L'objet de cet essai est de définjgline méthode d’essai normalisée pour mesurer I'engagement
de contact dans un connecteur‘@ﬂ la définition du VEI 581-03-15.

2 Références normatives

Le document normatif suivant contier@ﬂspositions qui, par suite de la référence qui y est
faite, constituent des dispositions valables la présente partie de la CEI 60512-1. Au moment
de la publication, les éditions indiquées ét n vigueur. Tout document normatif est sujet a
révision et les parties prenantes aux atﬁw fondés sur la présente partie de la
CEI 60512-1 sont invitées a rechercher la po Swté d'appliquer les éditions les plus récentes
des documents normatifs indiqués ci-apres. Les@mbres de la CEI et de I'lSO possedent le
registre des Normes internationales en vigueur. a

CEIl 60050(581):1978, Vocabulaire Electrotechnique laternational (VEI) — Chapitre 581:
Composants électromécaniques pour équipements élegtrogiques

3 Préparation du spécimen O

Les connecteurs doivent étre préparés comme prescrit dans la ification particuliere. Sauf
indication contraire de la spécification particuliere, 'embase du ecteur doit étre montée
dans les conditions normales de service et la fiche doit étrﬂ ée sur un dispositif
permettant de mesurer la course de déplacement. %

NOTE - Certains contacts femelles sont équipés d’un fourreau qui protéege le ou les g ts assurant la force
de contact. Ce fourreau n’est pas congu pour participer comme élément co eur du courant. En
conséquence, pendant cet essai, on doit s'assurer que le contact électrique s’établit entr contact male et
I’élément du contact femelle assurant la force de contact, plutdt qu’avec un éventuel fourr

conducteurs des fiches et des embases doivent étre reliés selon la figure 1.

4 Meéthode d’essai L{S‘

Les connecteurs doivent étre cablés en accord avec la spécification rticuligre. Les

4.1 Mesures

Le spécimen doit étre relié a un circuit d’essai selon les indications de la figure 1.

Fermer I'interrupteur et ajuster le courant a 100 mA.
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ELECTROMECHANICAL COMPONENTS
FOR ELECTRONIC EQUIPMENT —
) BASIC TESTING PROCEDURES AND MEASURING METHODS -

" Part 1: General examination —
(p Section 3: Test 1c — Electrical engagement length

e

1 Scope and o@t

This section of IQ 512-1, when required by the detail specification, is used for testing
electromechanical co nents within the scope of IEC technical committee 48. This test may
also be used for simil ponents when specified in a detail specification.

The object of this test 4s define a standard test method to measure the electrical
engagement length in a co r as defined in IEV 581-03-15.
*

2 Normative references 0

The following normative document&tains provisions which, through reference in this text,

constitute provisions of this part of | 60512-1. At the time of publication, the editions
indicated were valid. All normativ ents are subject to revision, and parties to
agreements based on this part of IEC 6 are encouraged to investigate the possibility of

applying the most recent editions of the nor e documents indicated below. Members of IEC
and ISO maintain registers of currently valid rﬁua‘tional Standards.

IEC 60050(581):1978, International Electrotechni@/ocabulary (IEV) — Chapter 581: Electro-
mechanical components for electronic equipment é

3 Preparation of the specimen 0

The connectors shall be prepared as specified in the d ecification. Unless otherwise
specified in the detail specification, the fixed part of the Spg€imen shall be mounted as in
normal service and the free part shall be mounted on a fixture@mitting measurement of the
distance of travel. /,

NOTE - Some female contacts have a sleeve which protects the pressu@ er(s). This sleeve is not
designed to function as a current-carrying member. Therefore, means shall b ided to ensure that, during
this test, electrical contact is made between the male contact and the pressure er of the female contact,
rather than any such sleeve.

and fixed connectors shall be connected in accordance with figure 1.

4 Test method @
4.1 Measurements z

The specimens shall be connected into a test circuit as shown in figure 1. (S‘

The connectors shall be wired in accordance with the detail specification.Qe gres in the free

Close the switch and adjust the current to 100 mA.





